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OGOLNA CHARAKTE

RYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zajec Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne 5

studiow - semestr

studia niestacjonarne |6

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) Nie
Liczba punktéw ECTS 4
Forma prowadzenia zajeé wykiad ¢éwiczenia | laboratorium projekt inne
. . studia

Liczba gct)dzm stacjonarne: 15 30 15

w semestrze ;
studia _ 9 18 9
niestacjonarne:

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice

- Politechnika Swietokrzyska o) 3 . .
Kielce University of Technology Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki

nr FERS.01.05-1P.08-0234/23

i Wydziat Mechatroniki
WwMisM i Budowy Maszyn




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez :' e

dla Rozwoju Spotecznego - Polska Unie Europejska o i

EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztalcenia efektow
efektu .
kierunkowych
W01 Znai rozumie metody pomiaru podstawowych wielko$ci AIR1_W06
) mechanicznych i elektrycznych.
Wiedza

W02 | Ma zaawansowang wiedze w zakresie analizy danych. AiR1_WO07

W03 | Ma wiedze w zakresie metodyki i technik programowania. AiR1_WO08

Potrafi napisa¢ program komputerowy w jezyku

uo1 . : AiR1_UO07
Umiejetnosci wysokiego poziomu.
Potrafi przygotowac i przetestowaé¢ program dla uktadow .
uo2 S AiR1_U15
programowalnych takich jak komputery. -
Jest gotéw do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
KO Ifonleczno§0| pozysklwanla ,nowych !nfor.maCJl zarowno z AR1 KO1
. literatury, jak i od ekspertow z dziedziny automatyki i -
Kompetencje ;
spoleczne robotyki.
P Ma swiadomos¢ i zna mozliwosci ciggtego doskonalenia,
KO2 |majgcego na celu podnoszenie  kompetencji AiR1_KO03

zawodowych, osobistych i spotecznych.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma -
. . Tresci programowe
zajecC
Systemy pomiarowe - podstawowe pojecia i definicje. Sprzet pomiarowy. Zasady
programowania systemow pomiarowych w $rodowisku LabView. Projektowanie
wyktad urzgdzen wirtualnych — LabView. Zarzadzanie danymi — zapis, optymalizacja i

monitorowanie. Struktura systemu pomiarowego. Komputery w systemach
pomiarowych. Konfiguracja sterownikéw czasu rzeczywistego (RT). Konfiguracja
rozproszonego systemu pomiarowego.

laboratorium

Konfiguracja srodowiska LabView. Akwizycja danych pomiarowych, zapis do pliku.
Konfiguracja sprzetowych urzadzen pomiarowych. Skalowanie toru pomiarowego.
Eliminacja zaktécen pomiarowych - filtracja sygnatéw. Sposoby analizy danych
pomiarowych. Budowa systemu pomiarowego w $rodowisku LabView. Pomiary
wielko$ci fizycznych: temperatura, przemieszczenie, predkos¢ kagtowa i sita.

Wykonanie projektu w postaci funkcjonalnej aplikacji dotyczgcej pomiaru wybranej

projekt przez prowadzgcego wielkosci fizycznej. Projekt powinien zawieraé nastepujace
elementy: interfejs uzytkownika, konfiguracje toru pomiarowego, schemat potgczen
elektrycznych, zapis, prezentacje i analize danych pomiarowych.
= ; i jekt , Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice
Politechnika Swietokrzyska Projekt , Dostos " ! ) Wydziat Mechatroniki
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Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
Symbol
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
Wwo2 X
W03 X
uo1 X
uo2 X
K01 X
K02 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

najmniej 50 % punktow.

Forma . . . .
.. Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
: . Pozytywne zaliczenie kohcowego kolokwium. Uzyskanie co
wyktad zaliczenie z oceng

laboratorium

zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢. Ocena korncowa

jest srednig arytmetyczng ocen czgstkowych.

projekt

zaliczenie z oceng

Uzyskanie co najmniej 50 % punktow.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta Jeﬂ(';“
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wic P|S|W|C|L|P|S h
© | studiow 15 15 18| 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2| 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
& nauczyciela akademickiego 66 42 0
Liczba punktéw ECTS, ktéra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,64 1,68 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
S studenta 34 58 h
- ‘ ; Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice .
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A
*

* 4 x

Liczba punktow ECTS, ktdrg student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 1,36 2,32 ECTS
pracy
Nakitad pracy zwigzany z zajeciami
0 o charakterze praktycznym 75 75 L
Liczba punktow ECTS, ktdrg student
8. | uzyskujew ramach zajeé o 3 3 ECTS
charakterze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca
9. | studenta 100 100 h
10. Punkty ECTS za n'10du'l o 4 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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